Effet de I’eau sur un silicate fondu

Mt. St. Helens, USA, 1980; photo by M.P. Doukas, USGS
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Spectre Raman rhyolite avec 3%H20

H,O +OH étirement

Si(Al)-0 étirement
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Behrens et al., Chem Geol (2006)
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Verre basaltique
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Condition opératoire : effet de la profondeur du point de focalisation
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[’eau joue un role fondamentale sur les propri€tés
physiques et la structure des verres et des silicates
fondus.

Possibilité de déterminer la teneur en eau dissoute
dans un verre a 1’aide de la spectrométrie Raman
sans préparation au préalable. Mais nécessite deux
calibrations en fonction de la teneur en silice.




